Signatair EA MLA
Cesky institut pro akreditaci, o.p.s.
Hajkova 2747/22, Zizkov, 130 00 Praha 3

vydava

v souladu s § 16 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon,
ve znéni pozdéjsich predpist

OSVEDCENI O AKREDITACI

¢. 698/2025

MIKROKOM, s.r.o.
se sidlem Pod vinici 622/22, Modiany, 143 00 Praha 4
ICO 45276676

pro kalibracni laboratof ¢. 2311
Kalibrac¢ni laboratof

Rozsah udélené akreditace:

Kalibrace méfidel optického vykonu, zdroju optického zafeni, analyzatorti optického spektra,
optickych reflektometrt OTDR pro vlaknovou optiku a kalibrace vf méficich pfijimacd, vymezené
prilohou tohoto osvédceni.

Toto osvédéeni je dokladem o udéleni akreditace na zaklad€ posouzeni splnéni akredita¢nich pozadavki podle

CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Subjekt posuzovani shody je pfi své ¢innosti opravnén odkazovat se na toto osvédceni v rozsahu udélené akreditace po dobu
jeji platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditaéni pozadavky v souladu
s pfislusnymi pfedpisy vztahujicimi se k ¢innosti akreditovaného subjektu posuzovani shody.

Toto osvédceni o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvédceni €.: 399/2021 zde dne 23. 7. 2021, popiipadé spravni akty
na né navazujici.

Udéleni akreditace je platné do 22. 12. 2030

S . | Ing.Jan
V Praze dne 22. 12. 2025 _ Velisek

Digitalni podpis:
22.12.2025 14:00:42
Ing. Jan Velisek
feditel odboru zkusebnich
a kalibra¢nich laboratofi
Cesky institut pro akreditaci, 0.p.s.



https://www.cai.cz/?page_id=19761

Priloha je nedilnou soucasti
osvédcéeni o akreditaci ¢.: 698/2025 ze dne: 22. 12. 2025

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

MIKROKOM, s.r.o.
objekt ¢islo 2311, Kalibrac¢ni laboratot
Pod vinici 622/22, Modtany, 143 00 Praha 4

CMC pro obor mérené veli¢iny: Elektrické veli¢iny

Pok Jmenovity rozsah Nejniz$i udavana Identifikace Praco-
él’slo.l Kalibrovana veli¢ina / PFedmét kalibrace Parametr(y) méf. veliiny rozSifena Princip kalibrace kalibraé¢niho Viste
min jedn. max jedn. nejistota méreni? postupu®
1 Uroveii VF signalu / VF méfici Meéteni vykonu generovaného etalonem KP06
pfijimace -70 dBm az +7,4 dBm |1 MHz az 2050 MHz |75 Q 0,64 dB
50Q 0,58 dB

V ptipadg, ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového ¢isla oznaceny hvézdickou.

Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejnizsi hodnotou pfislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené bez jednotky
jsou relativni vi¢i méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedend vychazi z nejlepsich podminek laboratoii dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace mize byt vyssi v zavislosti na podminkach
takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahti plati vzdy nizs§i hodnota nejistoty.

U datovanych dokumentu identifikujicich kalibraéni postupy se pouZzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumenti identifikujicich kalibraéni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu (véetné viech
zmén).
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Priloha je nedilnou soucasti

osvédcéeni o akreditaci €.: 698/2025 ze dne: 22. 12. 2025

MIKROKOM, s.r.o0.
objekt ¢islo 2311, Kalibrac¢ni laboratot
Pod vinici 622/22, Modtany, 143 00 Praha 4

CMC pro obor mérené veli¢iny: Optické veli¢iny
v . . exe Jmenovity rozsah Nejniiﬁl' udavana Identifikace |
VlT or.l Kal}brOVfl nave liCina / Parametr(y) mér. velifiny | rozSifena nejistota Princip kalibrace kalibra¢niho Prﬁc?
cislo Predmét kalibrace . . . v 3 | visté
min jedn. max jedn. méreni postupu

1 | Uroveti optického Porovnani s etalonovym méfidlem optického vykonu KPO1
vykonu / Méfidla substitucni metodou
optického vykonu pro
vlaknovou optiku -35dBm az -4 dBm | 800 nm az 1650 nm 2,8 %
Linearita / M¢étidla Porovnani s etalonovym méfidlem optického vykonu
optického vykonu pro pomoci optického atenuatoru
vlaknovou optiku -60 dBm az -4 dBm | 800 nm az 1650 nm 0,14 dB

2 | Urovei optického Meéfeni vykonu etalonovym méfidlem optického vykonu KP02
vykonu / Zdroje
optického zateni pro
vlaknovou optiku -60dBm az +10dBm | 800 nm az 1650 nm 0,15 dB
Vlinova délka maxima Meéfeni vinové délky etalonovym analyzatorem
vykonu / Zdroje optického spektra
optického zateni pro
vlaknovou optiku 600 nm  az 1650 nm 0,11 nm

3 | Vlnova délka / Porovnani s etalonovym analyzatorem optického KP04
Analyzatory optického spektra
spektra pro vlaknovou
optiku 1250 nm  az 1650 nm 0,11 nm

1530nm  az 1560 nm 0,012 nm | Méfeni vinové délky pomoci etalonové absorpéni komory

Urovei optického Porovnani s etalonovym méfidlem optického vykonu
vykonu / Analyzatory substitucni metodou
optického spektra pro
vlaknovou optiku -35dBm az -4 dBm | 800 nm az 1650 nm 0,16 dB
Linearita / Analyzatory Porovnani s etalonovym méfidlem optického vykonu
optického spektra pro pomoci optického atenuatoru
vlaknovou optiku -60 dBm az -5dBm | 800 nm az 1650 nm 0,19dB

4 | Vlnova délka maxima Meéfeni vinové délky etalonovym analyzatorem KPO05
vykonu / Optické optického spektra
reflektometry OTDR 600 nm az 1650 nm 0,11 nm
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Priloha je nedilnou soucasti
osvédcéeni o akreditaci ¢.: 698/2025 ze dne: 22. 12. 2025

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

MIKROKOM, s.r.o0.
objekt ¢islo 2311, Kalibrac¢ni laboratot
Pod vinici 622/22, Modtany, 143 00 Praha 4

v . . axe Jmenovity rozsah Nejnizsi udavana Identifikace |
,17 or.l Kal}bFOV? na ve li€ina / Parametr(y) mér. veli€iny | rozSifena nejistota Princip kalibrace kalibra¢niho Pr.z}c?
cislo Predmét kalibrace . . . o visté
min jedn. max jedn. méfeni? postupu’

Opticka délka SMF spektralni pasma Meteni optické délky etalonu optického vlakna

vlakna / Optické 1310 nm, 1550 nm,

reflektometry OTDR 20,17 km 1625 nm 23m

Utlum (1 dB) / Optické Meéfeni utlumu v riznych optickych délkach vlakna —

reflektometry OTDR porovnani s etalonovym méfidlem optického vykonu

-35dBm az -4 dBm | 800 nm az 1650 nm 0,021 dB | pomoci optického atenuatoru

!V piipadg, Ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u potadového &isla oznaceny hvézdickou.

2 Rozsifend nejistota méfent je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejnizsi hodnotou piislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty uvedené bez jednotky
jsou relativni vii¢i métené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratoti dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace miize byt vyssi v zavislosti na podminkach
takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsaht plati vzdy nizsi hodnota nejistoty.

3 U datovanych dokumentl identifikujicich kalibraéni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentd identifikujicich kalibracni postupy se pouZiva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu (véetn& viech
zmeén).
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